EaFHE(CH T DRFOBIEE)DEFA

ARARZE HERIFEHARPT £ #HBE

H&Y
SLN, TS =wvT /TINEICH T DENTZEESHDOE
X #EHH 9 D

NE

SisN, 5= w U ETINBIDIES(CHD TRV %
£ GIHSE) RoCBREE s E— P S
(Ld:jtg-l_%jéo

faER wfgaggt%lon
Si;N, TS = ETINFHOEN/ZEES M. TR retprinei
?73\ T@'%g&(g&%ﬁ%fdﬂfﬁﬁﬁ:“a& L/_CEHHH Electronic
_C?Eﬁ_o E/z. Ti-NRFEOA A fEE EHEGEE A
MNEESNICTFS UbEFhE U(,UJJ\EWK L/_CL B
Ehnhofz,

I F=steams A~ R ) o
HRAUZEER NI ML/— R & Si;Ny/TINREEST)LORIEHE & BREEEEDRFRTIER

Work of adhesion analysis
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